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電子基板上の異物解析ならお任せください

特長

電子基板上における金属異物の混入は内部短絡に繋がる可能性があるため、製品の管理として
重要なものとなります。OKIエンジニアリングでは、20µm級の微小な金属異物の高速検出を
蛍光X線分析にて行います。

基板異物量調査（異物解析）

2020.12

概要

・電子基板を洗浄し、フィルター上の分析をおこなうことで、金属粒子（Fe、Cu、Al）の位置、
分布の詳細把握が可能です。

・電子基板残渣のイオン成分分析についても、解析を行うことが可能です。

環境事業部 TEL：03-5920-2356 〒179-0084 東京都練馬区氷川台3-20-16
お問い合わせ入力フォーム： https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=k038

詳細はこちら www.oeg.co.jp/env_meas/wboard.html

蛍光X線分析による基板洗浄度解析事例

電子基板を洗浄したろ液をフィルターでろ過し、残存した金属異物を測定した事例です。
基板洗浄後のフィルター上に、金属粒子（Fe、Cu、Al）の位置、分布の詳細を把握する
ことが可能です。
計数測定を行うことで、洗浄度の管理が可能です。

試料イメージ図（フィルター）

測定箇所

：金属異物

赤：Al 緑：Cu 青：Fe
マッピングエリア 10mm×10mm
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